Simulation de la diffraction cohérente d'un film polycristallin
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Les films minces métalliques sont des composants essentiels en microélectronique, où la miniaturisation des dispositifs est un enjeu très important. Cependant, le comportement mécanique des films polycristallins à ces petites dimensions est encore mal connu. Voila pourquoi, il est nécessaire de caractériser les champs de déformations et de contraintes dans ce type d'objet.

La diffraction X en faisceau cohérent est une technique de choix pour caractériser les hétérogénéités de déformation dans un polycristal. Son principe essentiel est de tirer parti d'une extension du théorème d'échantillonnage de Shannon. Il s'agit d'enregistrer le signal de diffraction avec une fréquence d'échantillonnage au moins deux fois supérieur à la fréquence de Nyquist. Cette précaution permet par la suite de reconstruire la phase de l'onde diffractée.

En pratique, la figure de diffraction dans l'espace réciproque dépend de la forme du grain illuminé et de son champ de déformation. Dans ce travail, La déformation d'un film mince polycristallin est calculée par élément finis et les figures de diffraction de certains grains en sont déduites en fonction de la déformation imposée. L'influence de la densité de maillage, de la taille et de la forme du grain illuminé est étudiée. Ces simulations promettent d'aider grandement la mise en œuvre et l'interprétation des mesures expérimentales.
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